
(54)Tiae: INTEGRATED TEST CIRCUIT FOR DISPLAY DEVICES SUCH AS LIQUID CRISTAL DISPLAYS 

(54)-ntre: CIRCUIT DE TEST INTEGRE POUR DISPOSITIFS D'AFFICHAGE TELS QUE DES AFFICHEURS A CRIS- 
TAUX LIQUIDES 

(S7)Abstiact 




Circuit for teeing a liquid cristal display, whereby open 
data tines, selection lines short circuited with data lines and 
defective stages of a datalinc scanner can be identified, said 
draiit including thin film transistors arranged between each 
data line and a segmented bus. A shift register comprising 
several parts causes the thin film transistors to be activated in 
sequence and the bus segments ate monitored during applica¬ 
tion of the datasignals to the data lines. The lack td" voltage on 
the bus indicates that a data line is open. The bus is also moni¬ 
tored during the application of selection signals to the selec¬ 
tion lines attd the shift register activates the thin film transis¬ 
tors. The existence of voltage on the bus indicates a shoit-dr- 
cuit between a data tine and a selection line. u.. .^ ^ 

(57)Abi^e 

Circuit pour tester uo afficheur d cristaux liquides permettant de d^ecter les lignes de donn^ ouvertes. d’identifier les 
lignes de seiection en court-circuit avec des lignes de donnees, et d’identifier les ^ages defectueux d’un balayeur de lignes de don- 
nees, ledit drcuH incluant des transistors a couches minces disposn tmre chaque ligne de donnees tt un bus segmente. Un legis- 
tre a decalage constitue de plusieurs parties actionne sbquentiellemcnt les transistors a couches minces ei les segments de bus sont 
surveiU« pendant que des signaux de donnees sont appliques aux lignes de donnees. L'absence de tension sur le bus indique 
qu'il y a une ligne de doonees ouverte. Le bus est cgalcment surveille pendant I'application de signaux de scicaion aux lignes de 
sdection et le registre a decalage actionne les transistors a couches minces. L'existence d'une tension sur le bus indique un court- 
circuit entre une ligne de donnees et une ligne de selection. 
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CIRCUIT DE TEST IHTEGRE POUR 

. DISPOSiTIFS D'APFICHAGE TELS QUE DES AFFICHEURS A CRISTAOX 

LIQUIDES 

5 La presente invention concerne un circuit de test 

integre pour dispositifs d'affichage, en particulier pour 
afficheurs a cristaux liquides, 

Les afficheurs a cristaux liquides pour la television 
et les ordinateurs sent connus dans la technique. On peut 
10 par exeraple. se rdferer aux brevets americains 4.742.346 et 
4.766.430, tous deux accordes a G.G.Gillette et al. et pris 
ici comme reference. 

Les afficheurs du type decrit dans les brevets 
Gillette coraprennent une matrice de cellules a cristaux 
15 liquides qui sont dispos6es aux croisetnetits de lignes de 
donnees et de lignes de selection. Les lignes de selection 
sont selectionndes en sequence par un balayeur de lignes de 
selection pour produire les lignes horizontales de 
I'afficheur. Les lignes de donnees appliquent les signau.x 
20 de brillance (dchelle de gris) aux colohnes de cellules a 
cristaux liquides lorsque les lignes de selection spnt 
selectionnees en sequence. Chaque cellule a cristal liquide 
est associee A un dispositif de commutation par lequel une 
tension en forme de rampe est appliquee aux cellules a 
25 cristaux liquides dans la ligne selectionnee. Chacun des 

dispositifs de commutation est maintenu par un comparateur, 
ou un cprapteur, qui reqoifun des signaux de briilance pour 
perraettre ,a ia tension en forme de rampe de charger' la 
cellule a cristal liquide associee a une tension 
30 proportionnelle au niveau de brillance regu de la ligne de 
donnees par le comparateur,' 

Les. afficheurs a cristaux liquides pour television et 
moniteurs d'ordinateurs ont de nombreuses colonnes de 
cellules a cristaux liquides, par exempie 1.440. En 
35. supposant des cellules a cristaux liquides sensiblernent 

carrees et un format d'image de television standard ie 4x3, 
un afficheur avec ■1.-440 lignes de donnees aurait environ 
1.080 lignes de selection. Dans un afficheur act'rtabie. 
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aucune parmi ce grand nonibre de lignes ne. peut inclure 
d'ouverture. Aussi, les lignes de donnees er les lignes de 
selection sent perpendiculaires et done se croisent les 
unes les antres et doivent etre isolees electriquement. 

5 Trois types de defaillance se produisent frequeraraent 
pendant la fabrication des afficheurs ^ LCD, a savoir la 
defailiance des etages de balayage des lignes de donnees, 
la coupure des lignes de donndes et les courts-eixeuits 
entre lignes de selection et.lignes de donnees. Pour cette 
iO raison, on a besoin d'un circuit pour tester de tels 
defauts qui soit fiable, rapide et peu couteux. La presents 
invention satisfait ce besoin en fournissant an circuit 
integre qui est fabrique sur le substrat du dispositif 
d'affi.chage et qui reduit sensiblement le nombre de lignes 
15 de test necessaires pour le dispositif d'affichage. 

^ La presente invention peut etre utilisde avec 

.1'invention decrite dans la demahde de brevet S/N 660274 
deposee en meme temps que la presente par Antoine Dupont et 
Dora Plus et intitulee "Registres a decalage redondants 
20 pour dispositifs de balayage”. 

La presente invention peut etre utilisee ' avec 
1'invention decrite dans la demande de brevet S/N 660273 
deposee en meme temps que la .presente par Dora plus et 
Antoine Dupont et intitulee "Conception et Methodologie de 
23 test pour registres a decalage redondants".- 

on circuit de test pour tester la continuite des 
lignes de'donnees-d'un afficheur a cristaux liquides, pour 
tester les etages d'un balayeur de lignes de denudes, et 
pour 'detecter des court-circuits entre les lignes de 
30 donnees et les lignes de selection de i'afficheur, coiuprend 
un bus de sortie avec une ligne de test. Une pluralite de 
TFT CPdUi' transistor en couche mince) connectant separement 
les lignes de donnees au bus de sortie- Un registre a 
decalage actionne en sequence les electrodes de commande 
35 des TFT pour transferer les signaux de donnees des lignes 
de donnees a la- ligne de test. La li.gne de tesr est 
surveillee pour identifier les etages defectueux du 
balayeur de lignes de donnees, les lignes de donnees 
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ouvei:tes et la. ligne de selection avec des lignes de 
donnees. 

La , Figure represente un mode de realisation 

preferential. 

5 Sur la Figure, un afficheur a cristaux iiguides 10 

coniprend un balayeur 11 de lignes de donnees qui fournit 
des signaux de donnees sur une plurality de lignes de 

donnees 12. Un balayeur 13 de lignes de selection applique 
sequentiellement une tension sur une pluralite de lignes de 
10 selection 14. Les lignes de donnees 12 et les lignes de 
selection 14 sont perpendiculaires et les cellules k 
cristaux liquides, comme 15, sont disposees aux 

croiseraents. Des dispositifs de commutation IS, tels que 
des transistors a couches minces <TFT) sont mis sous 

15 tension par les lignes de selection pol.arlsees 14 et les 

.lignes de donnees 12 chargent les cellules k cristaux 

liquides k des niveaux determines par les signaux de 
donnees. Un balayeur 13 de lignes de selection redondant 
peut aussi appliquer une tension aux lignes de selection 
20 14. Les etages du balayeur 13 de lignes de selection qui 

correspondent aux etages ddfectueux du balayeur 13 de 
lignes de selection sont utilises a la place des etages 
defectueux. 

Trois types de defauts se produisent souvent pendant 
25 la fabrication des afficheurs a cristaux liquides., a savoir 
dtages du balayeur de lignes de donnees defectueux, lignes 
de donhSes ouvertes et lignes de selection en court- 
circuite avec des lignes de donnees aux niveau- de 
croisements. La presence d’un de ces defauts peut encralner 
3,G le re jet de i'afficheur. Cependant beaucoup de ces defauts 
peuvent etre corrig.es s'il existe la possibilite de las 
detecter et de les situer. La presente invention offre 
cette possibilite. 

Le balayeur 11 de lignes de donndes, ie balayeur 13 de 
35 lignes de selection et les TFT 16 sont. fabriques 
simaltanement sur uh substrat isolant. Avec 1'in'.'entioh, 
des transistors de test 17, qui sont de preference ce.s TFT, 
sont fabriques sur le subs.trac en meme temps c-.:e les 
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balayeurs H, 13 et ies TFT 16, La liaison conductrice d'un 
TFT 17 est disposes entre chacune des lignes de donnees 12 
et un bus de sdirtie 18. . Dans le mode de realisation 
prefexentiel xepxesente , le bus.de sortie 18 est dlvise en 
5 6 parties', 18-1 a 18-6. Un registre a decalage 19 comprend 

de preference un nombre de parties 19-1 a 19-6, egal au 
nombre de parties dans ie bus de sorties 18. Les lignes de 
sortie 20 du registire a decalage 19 sont connectees 
separeraent aux electrodes de coramande des TFT 17. Des 
10 lignes de test 21-1 a 21-6 relient les'parties 18—1 a 18—6 
du bus, respectivement, a un moniteur 22. Les lignes 
d'entree 23 a 27 sont utilisees. pour.fournir la tension de 
polarisation, le signal d'entree et les signaux d'horloge 
du registre S decalage 19. La vitesse de fonctionneraent du 
15 registre a decalage 19 est augmen.tee, et la charge du 

balayeur 11 de donnees est diminuee en divisant le bus 18. 

Les balayeurs 13 et 13' de lignes de selection 
coraprennent chacun un etage suppleraentaire-, respectivement 
28 et 28'. Les signaux de sortie des etages 28 et 28' sont 
20 connectes au raoniteur 22 par les lignes de test 

respectivement 24 et 24', Les etages suppleraentaires 28 et 
28' sont utilises pour tester le fonctiohnement des 
balayeurs de lignes. de selection respectivement 13 et 13', 
et pour isoler la' derhiere ligne - de selection 14 de 

25 I'afficheur des lignes de test 24 et 24'. Les balayeurs 13 

Et 13' de lignes de selection sont testes separeraent avant 
le test de continuite, ie test de court—circuit,, et le test 
du balayeur de lignes de donnees decrit ici en faisant 
fonctionner le balayeur de lignes de selection de maniere 
30 norraale et en regardant le moniteur 22.. Un etage defectueux 
est indique par 1'absence de signal d'entree au moniteur 22 
venant de la ligne de test 24 du balayeur ayant 1'etage 
defectueux. Des equiperaents et methodes separes tels que 
decrits dans les lemandes de brevet S/N 660274 et S/N 
35 660273, auxquelles il a ete fait reference ci—dessus, 

peuvent etre utilises pour identifier 1'etage defectueux. 

En fonctionneraenc, ies registres a decalage 19 raettent 
sequentiellement scus censipn les transistors 17 auand le 
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baiayeur 11 de iignes de dcnnees- fournit des signaux de 
donnees sur les lignes. de. donnees 12. Un se\ii des TFT 17 
• ast sous tension h la fois dans chague partie de registre 
et done les lignes de donnees 12 sent couplees en sequence 
5 au inoniteur 22 par 1'intermediaire des TFT individuels 17 
et une partie du bus 18, En consequence, 1'absence de 
tension sur I'une des lignes de test 21-1 S 21-6 indique un 
ddfaut de continuite de I'une des lignes de donnees 12. La 
ligne de donnees defectueuse peut etre identifiee avec 
10 precision si I'on synchronise le fonctionnement du baiayeur 
11 de lignes de donnees et du registre a decalage 19 et si 
I'on surveille la mlse en oeuvre sequentielle des TFT 17. 
Le moniteur 22 comprend done, de preference, du materiel de 
mesure eomroande par ordinateur, qui est de la competence 
15 des specialistes de la technique. Les etages defectueux du 
baiayeur de lignes de donnees sont identifies parce 
qu'aucun etage apres I'etage defectueux ne donne de signal 
sur une ligne de donnees 12. 

L'existence d'un court-circuit entre une des lignes de 
20 donnees 12 et une des lignes de selection 14 est detectee 
en utilisant le baiayeur 13 de lignes de selection - pour 
actionner sequentiellement les lignes de selection 14. tout 
en raettant sous tension les TFT 17, Le resultat d'un court- 
circuit entre une ligne de selection et une ligne de 
25 donnees est 1'application par I'une des lignes de test 21-1 
a 21-6 d'une tension au moniteur -22. De meme, en 
synchronisant le balayage des lignes de selection 14 et en 
surveiilant 1' actibnrvement des TFT 17,. I'identite des 
lignes de donnees et des lignes de selection en 'court- 
30 circuit peut §tre determinee avec precision. 

Le mode de realisation preferentiel- incluc les six' 
lignes de sortie 21, les deux lignes de test 24, 24' et les 

cinq lignes d'.entree 23-27, treize iignes. au total. Ceci ■ 
est une reducticr. eras importante du nombre de lignes . de 
35 test necessaires peur tester directeraent les ■ lignes de 
donnees 12 separemont, ce qui necessiterait une ligne de 
test separee pour c.haque colonne de cellules a cristaux 
liquides, 1.440 iig.nas dans 1'exemple donne ci-dessua. 
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REVENDXCATIONS 

1. Dans un afficheur a cristaux liquides ayant une 
laatrice de cellules disposees en cangees e.t colonnes, une 
5 pluralite de lignes de donnies pour appliquer des signaux 
de donnees venant d’un balayeuir de lignes de donnees 
auxdites colonnes de cellules et'une pluralite de lignes de 
selection pour appliquer des signaux de selection venant 
d'un balayeur de lignes de selection auxdites rangees de 
10 cellules/ circuit de test pour tester la continuite 
desdites lignes de donnees, pour identifier les etages 
defectueux dudit balayeur de lignes de donnees, et pour 
detecter les courts-circuits entre I'esdites lignes. de 
donnees et les lignes de selection comprenant; 

13 - un bus de sortie ayant au moins une ligne da test ; 

— une pluralite- de disposltifs serai—conducteurs ayant 
des • liaisons conductrices reliant sdparement iesdites 
lignes de donnees audit bus de sortie; chacun desdits 
dispositifs semi-conducteurs ayant une electrode de 
20 coramande ; 

—■ des raoyens- pour actionner sequentielleraent Iesdites 
electrodes de coramande pour transferer iesdits signaux de 
donnees desdites lignes. de donnees a iadtte ligne de test ; 
et ■ 

25 - des moyens pour surveilier Zadite ligne de test afin 

d'identlfier les lignes de donnees ouvertes, les etages de 
lignes de donnees defectueux, et les. -lignes de selection en 
court-circuit. 

30 2. Circuit de test selon la revendication 1 caracterise 

en ce que le bus de sortie est divise en une pluralite de 
segments, cbacun de ces segments ayant une ligne de test, 
et en ce cpie les raoyens pour balayer sequentielleraent 
comprenaent un registre a ddcalage divise en un norabre dgal 
35 de sections ou chacune desdites sections acticnne I'un 
desdits segments. 
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3. Circuit de test seion la .revendication 2 caracterise 
en ce que ledit balayeur de lignes de selection inclut. un 

■ etage de rest pour isoler Isdit balayeur ■ de ligne de 
selection dudit circuit de test, ledit etage de test ayant 
5 une ligne de sortie de test pour verifier le fonctionnement 
dudit balayeur de lignes de selection. 

4. Circuit de test seion la revendication 3 caracterise 
en ce que lesdits disposltifs seini-conducteurs sent des 

10 transistors a couches minces. 

5. Methode de test d'un afficheur a cristaux liquides 
ayant une raatrice de cellules disposees en rangees et 
colonnes, ledit afficheur ayant un balayeur de lignes de 

15 donnees pour appliquer les signaux de donnees a une 
pluralite de lignes de donnees qui appliquent 
individuellement des signaux de donnees auxdites colonnes, 
ledit afficheur ayant aussi un balayeur de lignes de 
selection pour appliquer des signaux de selection a une 
20 pluralite de lignes de selection qui appliquent separement 
des signaux selection aux dites rangees, ladite methode 
incluant les dtapes suivantes : 

- arrangement de disposltifs se.mi-conducteurs separes 
entre chacune desdites lignes de donnees et un bus ; 

25 - raise en oeuvre sequentielle desdits' disposltifs 

semi-conducteurs pendant 1'application de signaux de 
donnees auxdites lignes de donnees et surveillance de la 
tension sur ledit bus pour identifier les lignes de donnees 
ouvertes par I'absence de tension sur ledite bus. 

30 . ' ■ . . ■ 

6. Methode seion la revendication 5 incluant aussi 
I'etape de test de courts-cifeuits entre lesdites lignes de 
donnees et lesdites lignes de selection par actionneraent 
sdquentie.l desdits disposltifs serai-conducteurs ■ pendant 
35 1'application, da signaux de selection auxdites lignes 
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. de selection tout en surveillant ledit bus pour detecter 
1'existence . d'un court-circuit par 1'existence d'une 
tension sur ledit bus. 

5 7. Methode selon la revendication £ incluant aussi 

I'etape de division dudit bus en une pluralite de segments 
et en surveillant separement lesdits segments. 

8. Method-e selon la revendication 7 caracterisee en ce 
10 que lesdits dispositifs semi-conducteuxs sont des 

transistors.a couches minces. 

9. Methode selon la revendication 5 incluant aussi 
I'etape de division dudit bus an une pluralite de s'egments 

15 et de surveillance separee desdits segments. 
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